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! Co to je fraktografie?
! Jaké jsou její cíle?
! Jaké prostředky využívá?



FRAKTOGRAFIE

! Pravěk a starověk
! Středověk
! Novověk
! 20.století

-věda studující povrchy lomů



2.Získání nových informací o 
mikromechanismech šíření trhlin. 

1.Analýza příčin porušování.



Transmisní elektronový mikroskop 
Transmission Electron Microscope (TEM)

Světelný mikroskop

Řádkovací elektronový mikroskop 
Scanning Electron Microscope (SEM)



TEM SEM
Max.zvětšení 300 000 × 240 000 ×

Použitelné zvětšení 30 000 × 30 000 ×
Min.zvětšení 210 × 5 ×

Rozlišení 25 - 50 A 70 - 100 A



Parametry Řádkovací 
elektronový 
mikroskop

Světelný 
mikroskop

Rozlišení 
[nm]

4 ÷ 10 ≈ 200

Rozsah 
zvětšení

(5 ÷ 300 000) x (1 ÷ 2 000) x

Použitelné 
zvětšení

20 000 x 1 000 x

Hloubka 
pole* [µm]

10 ÷ 1 000 ≈ 1

* Hloubka pole se snižuje se zvětšením









Fraktografie
! Zkoumání lomových ploch.
! Určení příčin nehod.
! Vzorek je zkoumán elektronovými nebo 

světelnými mikroskopy.



Poděkování
! Katedře materiálů za laskavou podporu.


